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WG	  3	  Charge:	  
Explore	  recent	  developments	  and	  experience	  with	  beam	  instrumentaEon,	  
controls	  designed	  for/used	  in	  ERLs,	  as	  well	  as	  the	  effects	  of	  and	  relevant	  
diagnosEcs	  for	  beam	  loss	  and	  halo	  management	  

• 	  Considering	  instrumentaEon	  for	  (Injector	  +	  RecirculaEon)	  X	  (Commissioning	  
+	  OperaEon	  ),	  have	  a	  very	  large	  dynamic	  range	  of	  beam	  parameters:	  

• 	  Bunch	  charge	  fC	  –	  nC	  (106)	  
• 	  Current	  μA	  –	  0.1	  A	  (105)	  
• 	  Energy	  10	  MeV	  –	  20	  GeV	  (103)	  

• 	  MulEple	  beams	  	  

• 	  High	  beam	  power	  -‐>	  limits	  the	  use	  of	  intercepEve	  diagnosEcs	  

• 	  High	  beam	  power	  -‐>	  small	  relaEve	  losses	  -‐>	  large	  absolute	  losses	  from	  EPS/
PPS	  standpoint	  



List	  of	  topics:	  
• 	  Transverse	  beam	  profile	  measurement	  	  
• 	  Beam	  orbit	  measurement	  	  
• 	  Longitudinal	  beam	  diagnosEcs	  (bunch	  length,	  energy	  spread)	  	  
• 	  Orbit	  StabilizaEon	  and	  feedback	  	  
• 	  Beam	  Halo	  measurement	  /	  miEgaEon	  	  
• 	  Dark	  current	  measurement	  /	  miEgaEon	  	  
• 	  Beam	  Loss	  DetecEon	  
• 	  Machine	  Interlocks:	  
• 	  Requirements,	  Speed,	  CalibraEon,	  Stability	  (Reliability),	  etc	  
• 	  Precise	  Eming	  systems	  /	  SynchronizaEon	  	  

Dynamic Range and Halo 
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Bruce Dunham, Cornell University 

We added an array of 80 thermocouples around the dump, and 
read them out at 0.5 Hz using an 80 channel Keithley meter.  
Response time is surprisingly fast, making this an important tool 
for monitoring the dump temperature and temperature uniformity. 

In this view, the water flows from the center 
(end of dump) to the outside (front of dump) 

Bruce Dunham, Cornell University 

Beam Dump 



OpEonally,	  we	  can	  cover	  some	  topics	  about	  the	  control	  
systems:	  

•  	  Socware	  framework	  (EPICS,	  DOOCS,	  etc)	  	  

•  	  Machine	  modeling	  tools	  and	  migraEon	  between	  
socware	  frameworks	  

•  	  Socware	  development	  

•  	  Archive	  /	  Retrieval	  	  
•  	  Alarm	  systems	  



InstrumentaEon,	  Controls,	  Beam	  Losses:	  

Wednesday	  Morning	  Session:	  9:00	  –	  10:30,	  Lecture	  Hall	  2	  

•  9:00:	  “Non-‐destrucEve	  Beam	  PosiEon	  Monitoring	  in	  the	  Two-‐Beam	  
SecEon	  of	  an	  ERL”	  (20	  mins),	  	  

	   	  Speaker:	  Takashi	  Obina	  (KEK)	  

•  9:20:	  “Beam	  Current	  Monitoring	  with	  ICT	  and	  BPM	  Electronics”	  (20	  
mins),	  	  
	  Speaker:	  Igor	  Pinayev	  (BNL)	  

•  9:40:	  “Fast	  Electron	  Beam	  and	  FEL	  DiagnoisEcs	  in	  the	  ALICE	  IR-‐FEL	  at	  
Daresbury	  Laboratory”	  (20	  mins),	  	  
	  Speaker:	  Frank	  Jackson	  (STFC	  Daresbury)	  

•  10:00:	  “Current	  Measurement	  and	  Associated	  Machine	  ProtecEon	  in	  
ERL	  at	  BNL”	  (20	  mins),	  
	  Speaker:	  Toby	  Miller	  (BNL)	  

Discussion	  (10	  mins)	  



RF	  Controls	  (WG3	  +	  WG4):	  

Wednesday	  Acernoon	  Session:	  15:55	  –	  17:35,	  Lecture	  Hall	  2	  

15:55:	  “Performance	  of	  the	  Digital	  LLRF	  Systems	  for	  cERL	  at	  KEK”	  (25	  mins)
Speaker:	  Feng	  Qiu	  (KEK)	  

16:20:	  “Resonance	  Control	  for	  Narrow-‐Bandwidth,	  SuperconducEng	  Accelerator	  
ApplicaEons”	  (25	  mins)	  	  
Speaker:	  J.	  P.	  Holzbauer	  (Fermilab)	  

16:45:	  “Using	  A	  1.3	  GHz	  20kW	  Solid	  State	  Amplifier	  As	  RF	  Power	  Supply	  For	  DC-‐
SRF	  Photo-‐injector”	  (25	  mins)	  
Speaker:	  Fang	  Wang	  (Peking	  University)	  	  

17:10:	  Discussion	  (25	  mins)	  



InstrumentaEon,	  Controls,	  Beam	  Losses	  Day	  2	  
(WG1	  +	  WG3)	  :	  

Thursday:	  9:00	  –	  10:30,	  Lecture	  Hall	  2	  

9:00:	  DiagnosEc	  Test-‐Beam-‐Line	  for	  the	  MESA	  Injector	  (25	  mins)	  
Speaker:	  I.	  Alexander	  (InsEtute	  for	  Nuclear	  Physics	  –	  Mainz	  U.)	  

9:25:	  A	  Fast	  RotaEng	  Wire	  Scanner	  for	  Use	  in	  High	  Intensity	  Accelerators	  (25	  mins)	  
Speaker:	  S.	  Full	  (Cornell	  University)	  	  

9:45:	  “DetecEon	  and	  Clearing	  of	  Trapped	  Ions	  in	  the	  High	  Current	  Cornell	  
Photoinjector”	  (25	  mins)	  
Speaker:	  S.	  Full	  (Cornell	  University)	  

10:15:	  “GaAs	  Photocathode	  R&D:	  Energy	  Spread	  Measurements	  and	  the	  Nature	  of	  
the	  AcEvated	  p-‐GaAs(Cs,O)	  AcEvaEon	  Layer	  (15	  mins)	  
Speaker:	  Lee	  Jones	  (STFC/DL/ASTeC)	  


